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E.2 Modifizierte Vorzeichenfunktion 

Funktion zur Berechnung des Vorzeichens einer reellen Zahl 끫룎 in Abhängigkeit von den positiven reellen 
Zahlen 끫룄 und 끫뢲: 

sgm(끫룎, 끫뢲, 끫룄) = � 1 끫뢂끫뢂 끫룎 ≥ 끫룄−1 끫뢂끫뢂 끫룎 ≤ −끫뢲
0 끫뢲끫룂ℎ끫뢤끫뢾끫룈끫뢂끫뢂끫뢤 . 

E.3 Wurzelfunktion 

Funktion zur Bestimmung des Schnittpunktes des untersuchten Profils mit der Bezugslinie durch lineare 
Interpolation: 

root(끫룊끫뢜, 끫룎끫뢜,끫룊끫뢞 , 끫룎끫뢞) = � (끫룊끫뢜+끫룊끫뢞)2 끫뢂끫뢂 끫룎끫뢞 = 끫룎끫뢜
min�max �(끫룊끫뢜⋅끫룎끫뢞−끫룊끫뢞⋅끫룎끫뢜)

(끫룎끫뢞−끫룎끫뢜) ,끫룊끫뢜� , 끫룊끫뢞� 끫뢲끫룂ℎ끫뢤끫뢾끫룈끫뢂끫뢂끫뢤 , 

mit 끫룊a, 끫룎a ∈ ℝ und 끫룊b, 끫룎b ∈ ℝ als den Koordinaten des Profils, dessen lineare Verbindung die Bezugslinie 
schneidet. 

ANMERKUNG 1 Falls der Schnittpunkt außerhalb des Intervalls [끫룊끫뢜,끫룊끫뢞] liegt, wird anstelle des Schnittpunktes die 
dazugehörige Intervallgrenze verwendet. 

E.4 Teil 1  Berechnung von Hügeln und Tälern innerhalb der Messstrecke 

In diesem Teil wird ein Algorithmus für den Nachweis von Hügeln und Tälern mit willkürlich gewählter 
Höhe und Tiefe innerhalb der Messstrecke festgelegt. Das Ergebnis ist eine Abfolge 끫롶끫롮 von Hügeln und 
Tälern. 

ANMERKUNG 1 Siehe Bild E.1. 

ANMERKUNG 2 Der Wert 끫뢄끫롶  muss für primäre Profilparameter 0,01 % von 끫뢆끫뢊, für Rauheitsprofilparameter 0,01 % 
von 끫뢊끫뢊 und für Welligkeitsprofilparameter 0,01 % von 끫뢔끫뢊 betragen. 

ANMERKUNG 3 Der Wert 끫뢄끫뢆  muss für primäre Profilparameter 0,01 % von 끫뢆끫뢆, für Rauheitsprofilparameter 0,01 % 
von 끫뢊끫뢆 und für Welligkeitsprofilparameter 0,01 % von 끫뢔끫뢆 betragen. 
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Bild E.1 — Teil 1: Nachweis der Linienüberschreitung 

E.5 Teil 2  Spitzenhöhen-Unterscheidungsvermögen und Senkentiefen-
Unterscheidungsvermögen 

In Teil 2 wird ein Algorithmus für die Eliminierung unwesentlicher Hügel und Täler unter Anwendung der 
Profilspitzen-Höhenunterscheidungsvermögens und des Profilsenken-Tiefenunterscheidungsvermögens 
festgelegt. 

ANMERKUNG 1 Siehe Bild E.2, A. 

ANMERKUNG 2 Die Mindesthöhe von Profilspitzen 끫롶끫뢰 muss für primäre Profilparameter 10 % von 끫뢆끫뢊, für 
Rauheitsprofilparameter 10 % von 끫뢊끫뢊 und für Welligkeitsprofilparameter 10 % von 끫뢔끫뢊 betragen. 

ANMERKUNG 3 Die Mindesttiefe von Profiltälern 끫롶끫뢲 muss für primäre Profilparameter 10 % von 끫뢆끫뢆, für 
Rauheitsprofilparameter 10 % von 끫뢊끫뢆 und für Welligkeitsprofilparameter 10 % von 끫뢔끫뢆 betragen. 
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E.6 Teil 3  Vereinigung von benachbarten Hügeln oder benachbarten Tälern 

In Teil 3 wird ein Algorithmus für die Vereinigung benachbarter Hügel oder benachbarte Täler nach 
Anwendung des Höhenunterscheidungsvermögens für Profilhügel und des Tiefenunterscheidungs-
vermögens für Profiltäler festgelegt. Das Ergebnis ist eine Abfolge 끫롶끫롮 von benachbarten Hügeln und Tälern 
oder benachbarten Tälern und Hügeln. 

ANMERKUNG 1 Siehe Bild E.2, B. 

ANMERKUNG 2 Der Höchstwert-Operator zwischen 끫롶끫뢰 und 끫뢄끫롶  sowie 끫롶끫뢲 und 끫뢄끫뢆  wird benötigt, falls 끫뢄끫롶  und 끫뢄끫뢆  
Konstanten sind. 

 

Legende 

A Höhen- und Tiefenunterscheidungsvermögen zur Eliminierung von unwesentlichen Hügeln und Tälern 
B Vereinigung von verbleibenden benachbarten Hügeln oder benachbarten Tälern 

Bild E.2 — Teil 2: Nachweis von wesentlichen Hügeln und Tälern; Teil 3: Vereinigung von 
benachbarten Hügeln oder Tälern 
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E.7 Teil 4  Berechnung von Profilelementen 

In Teil 4 werden die einzelnen Abstände 끫뢖끫뢂끫뢬  und die Höhe 끫뢚끫룂끫뢬  von Profilelementen berechnet. Profilelemente 
werden vom Anfang bis zum Ende der Messstrecke und umgekehrt bestimmt. 

ANMERKUNG Siehe Bild E.3. 

 

Bild E.3 — Teil 4: Bestimmung der einzelnen Abstände und der Höhe von Profilelementen 
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Anhang F 
(informativ) 

 
Was ist neu 

noch festzulegen 
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Anhang G 
(informativ) 

 
Zusammenhang mit dem GPS-Matrix-Modell 

G.1 Allgemeines 

Das in ISO 14638 angegebene ISO/GPS-Matrix-Modell gibt einen Überblick über das ISO/GPS-System, dessen 
Teil das vorliegende Dokument ist. 

G.2 Informationen zu diesem Teil von ISO 21920 und seiner Anwendung 

Dieser Teil von ISO 21920 enthält grundlegende Informationen zur Tolerierung der profilhaften 
Oberflächenbeschaffenheit von Werkstücken. Er stellt die Ausgangsbasis dar und beschreibt die Grundlagen 
der Angabe der flächenhaften Oberflächenbeschaffenheit. 

G.3 Position im GPS-Matrix-Modell 

Dieser Teil von ISO 21920 ist eine allgemeine ISO/GPS-Norm. Die in dieser Norm angegebenen Regeln und 
Grundsätze gelten für alle Segmente der in Tabelle G.1 dargestellten ISO/GPS-Matrix, die mit einem 
ausgefüllten Punkt (•) angegeben sind. 

Tabelle G.1 — Position im GPS-Matrix-Modell 
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